Digitaltechnik — Aufgabe 3: Entwurf, Aufbau und Messung von Flip-Flops

3.1 Asunchrones RS-Flip-Flop (Latch)

a) RS-Latch aus NOR-Gattern
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b) Aufbau eines 4-Bit Ringschieberegister mit 4 JK-Master-Slave-FF. Jedes FF wird mit
dem gleichen Taktsignal angesteuert (synchron). Der Ausgang Q des vorhergehenden
FF’s wird auf den J Eingang des darauffolgenden FF’s gelegt, das gleiche auch mit

Qund K. Die Ausgange des letzten FF’s werden auf die Eingange des ersten FF’s
gelegt (Ringstruktur).

Das Anfangssignal '1000' wird (iber die vorbereiteten Eingénge D0-D3 gelegt. Danach
wird das Signal mit jeder fallenden Taktflanke nach rechts verschoben.
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Aufbau eines 4-Bit Ringschieberegisters mit parallelen
Eingdngen DO — D3 (Low-Aktiv)
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Aufbau der Schaltung und Simulation in Electronics Workbench.
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Pulsdiagramm: Bild 3.1-1

Taktfrequenz:f = 1 kHz

3.2 Synchrones RS-Flip-Flop (Latch)

a) RS-Latch aus NAND-Gattern
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b) Aufbau der Schaltung und Simulation in Electronics Workbench
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Pulsdiagramm: Bild 3.2-1
Taktfrequenz:f = 1 kHz
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3.3 Sunchrones D-Flip-Flop (Latch)
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Einstufiges synchrones D-Latch mit synchronem Set- und asynchronem Reset-Eingang aus

NOR-Gattern.
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Simulation der Schaltung mit Electronics Workbench.
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3.4 Master-Slave D-Flip-Flop

Aufbau einer einzelnen D-Latch-Stufe aus NAND-Gattern.
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3.5 Simulation mit Electronics Workbench

Aufbau des MS-D-FF's mit asynchronem Set und simuliert.
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Datenblatt gemessene Werte
Pulsdiagramm: Bild 3.6-1 (- 25 ns 31,67 ns
Bild 3.6-2 Torn 16 ns 30,83 ns

Taktfrequenz:f = 1 kHz
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